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EMENTA 

Técnicas de caracterização estrutural, morfológica, química, mecânica e espectroscópicas de materiais: 
difração de raios X, fluorescência de raios X, microscopia ótica, microscopia eletrônica de varredura e 
transmissão, microscopia de força atômica, espectroscopia Mössbauer, espectroscopia Raman, 
infravermelho, ensaios mecânicos, analises térmicas, espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X 
(XPS) e espectroscopia de elétrons Auger (AES). 
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